
大気非暴露ＸＰＳを用いた高温保存試験後の負極解析

■負極の表面定性結果

■ワイドスキャン結果 ■状態解析結果
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大気非暴露雰囲気下で定性分析・半定量，元素の状態解析
および深さ方向分析が可能。
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■負極の深さ方向分析結果（状態解析）
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未試験 高温保存試験後
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高温保存試験後
（Ｌｉ状態解析）
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・未試験ではＬｉ，Ｃ，Ｏ，Ｆ，Ｎａ，Ｐが検出され，高温保存試験後では，更に正極由来のＣｏが検出された。
また状態解析の結果，高温保存試験に伴うＰ-Ｏ成分の増加を確認した。

・深さ方向分析の結果，高温保存試験に伴い，表面にＬｉＦ/ＬｉＯ富裕層が形成される事を確認した。
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Ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ Ｄｅｐｔｈ（ｎｍ：ＳｉＯ２換算）
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Ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ Ｄｅｐｔｈ（ｎｍ：ＳｉＯ２換算）
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ＸＰＳはＬｉの状態解析や半定量，深さ方向への濃度分布を確認出来ます。

特にＳＥＩ層の構造解析に有効です。


